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WZORCOWANIE
\—
AP 089
Dzialalno$¢ prowadzona | Wzorcowanie / Calibration:
| Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
. e 3.01pH
w statej lokalizacji (S) ilub | 3 02 przewodnosé elektryczna wiasciwa (konduktometria)
poza nig (P) / at 6.01 dtugosc
permanent location (S) 7.01 napiecie DC
and/or outside of 7.02 prad DC
permanent location (P) 7:03 napiecie AC

7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC

7.12 moc DC

7.13 moc AC

7.15 elektryczna symulacja wielkosci

10.01 czas (przedziat czasu)

14.02 wilgotno$¢ wzgledna

15.01 masa (wagi)

15.02 masa (odwazniki i wzorce masy)

16.03 gestos¢ optyczna widmowego wspétczynnika przepuszczania
16.04 widmowy wspoétczynnik przepuszczania
17.01 cisnienie

19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 089 z dnia 29.11.2019 r.
Cykl akredytaciji od 18.12.2025 r. do 18.01.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 089 of 29.11.2019
Accreditation cycle from 18.12.2025 to 18.01.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Laboratorium Interdyscyplinarne
plac Lotnikéw 4/5, 70-414 Szczecin

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
pH
Pehametry S Procedura wewnetrzna
-pH 0do 14 0,003 IWN-F-02
- napigcie state -2000 mV do 2000 mV 0,2 mV
Metoda elektryczna
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa (konduktometria)
Konduktometry 0,0002 mS/cm do 0,02 mS/cm 0,000001 mS/cm S Procedura wewnetrzna
0,02 mS/cm do 2,0 mS/cm 0,06 % IWN-F-01
2,0 mS/cm do 200 mS/cm 0,18 %
Metoda elektryczna
Dlugosé
Czujniki analogowe o wartosci dziatki 0 mm do 50 mm 5,0 um S Procedura wewnetrzna
elementarnej > 0,01 mm IWN-L-04
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0 mm do 50 mm 2,1 um
> 0,001 mm
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 500 mm (0,70 + 0,02 - L) ym S Procedura wewnetrzna
IWN-L-03
L — wielko$¢ mierzona
(mm)
Gtebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 300 mm 0,02 mm S Procedura wewnetrzna
Suwmiarki 300 mm do 500 mm 0,03 mm IWN-L-02
Wysokosciomierze suwmiarkowe 500 mm do 800 mm 0,04 mm
800 mm do 1000 mm 0,05 mm
Napigcie DC
Multimetry 1mVdo1V 8-10€¢-U+ 0,6 yv S Procedury wewnetrzne
Mierniki napigcia analogowe 1Vdo10V 8,5-10¢- U+ 7,0 uyv IWN-E-05
Mierniki napigcia cyfrowe 10 Vdo 100 V 1,1-105-U+ 0,1 mV IWN-E-04
Mierniki parametréw sieci energetycznych 100 V do 1000 V 1,2-105-U+ 1,3 mV IWN-E-05
Kalibratory IWN-E-03
Zasilacze U — wielko$¢ mierzona (V) IWN-E-07
Zrédta wzorcowe
Metoda bezposrednia
Prad DC
Multimetry 0,5 yA do 10 mA 2-105-/+4nA S Procedury wewnetrzne
Mierniki pradu analogowe 10 mA do 100 mA 0,006 % IWN-E-05
Mierniki pradu cyfrowe 01Ado1A 0,03 % IWN-E-04
Mierniki parametréw sieci energetycznych 1Ado10 A 0,07 % IWN-E-05
Kalibratory 10Ado20 A 0,09 % IWN-E-03
Zasilacze IWN-E-07
Zrodta wzorcowe I — wielko$¢ mierzona (A)
Metoda bezposrednia
Mierniki cegowe 20 A do 1000 A 0,35 % Procedura wewnetrzna
IWN-E-08
Metoda bezposrednia
Napiecie AC
Multimetry 40 Hz do 10 kHz S Procedury wewnetrzne
Mierniki napigcia analogowe 1mVdo1,4V 0,031 % IWN-E-05
Mierniki napigcia cyfrowe 1,4Vdo14V 0,041 % IWN-E-04
Mierniki parametréw sieci energetycznych 14V do 140V 0,053 % IWN-E-05
Kalibratory 140 V do 1000 V 0,066 % IWN-E-03
Zasilacze IWN-E-07

Zrodta wzorcowe

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 089
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Prad AC
40 Hz do 1 kHz S Procedury wewnetrzne
Multimetry 10 pAdo2A 0,12 % IWN-E-05
Mierniki pragdu analogowe 40 Hz do 500 Hz IWN-E-04
Mierniki pradu cyfrowe 2Ado20 A 0,15 % IWN-E-05
Kalibratory IWN-E-07
Zasilacze
Zro6dta wzorcowe
Mierniki parametréow sieci energetycznych IWN-E-03
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych
Metoda bezposrednia
Mierniki cegowe 50 Hz S Procedura wewnetrzna
20 A do 1000 A 0,67 % IWN-E-08
Metoda bezposrednia
Rezystancja DC
Mierniki parametréw sieci energetycznych 0,01 Qdo10Q 5-10%-R+1mQ S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji izolacji 10 Q do 100 Q 5-10%4- R+ 10 mQ IWN-E-03
Mierniki rezystancji uziemienia 100 Q do 1000 Q 5-104-R+0,1Q
1 kQ do 10 kQ 5:-104-R+1Q Metoda bezposrednia
0,01 MQ do 1 GQ 0,33 %
R — wielko$¢ mierzona (Q)
Multimetry 0,001 Q do 100 Q 2-10%-R+0,15mQ S Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 100 Q do 1000 Q 1,5-105-R+1mQ IWN-E-05
Mierniki rezystancji analogowe 1 kQ do 10 kQ 1,7-105-R+10 mQ
10 kQ do 100 kQ 1,8:-105-R+1Q Metoda bezposrednia
100 kQ do 1000 kQ 23-10°-R+2Q
1 MQ do 100 MQ 0,01 %
R — wielko$¢ mierzona (Q)
Rezystory state 0,001 Q 0,012 % S Procedura wewnetrzna
Wzorce rezystancji 0,01 Q 0,006 % IWN-E-01
0,10Q;1Q;10Q; 100 Q 0,002 %
1 kQ; 10 kQ 0,002 % Metoda bezposrednia
100 kQ; 1000 kQ 0,003 %
0,001 Q do 100 Q 0,002-102- R+ 0,15 mQ S Procedury wewnetrzne
Rezystory regulowane 100 Q do 1000 Q 0,0015-102- R+ 1 mQ IWN-E-02
Wzorce rezystancji 1 kQ do 10 kQ 0,017 - R+ 10 mQ
Kalibratory rezystancji 10 kQ do 100 kQ 0,018-R+1Q IWN-E-07
100 kQ do 1000 kQ 0,023-R+2Q
1 MQ do 100 MQ 0,01 % Metoda bezposrednia
100 MQ do 1GQ 0,1 %
R — wielko$¢ mierzona (Q)
Rezystancja AC
Mierniki parametréw sieci energetycznych 50 Hz S Procedura wewnetrzna

Mierniki rezystancji petli zwarcia

0,4 Q do 1000 Q

58-10°-R+0,02Q

R — wielko$¢ mierzona (Q)

IWN-E-03

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Moc DC
Mierniki mocy czynnej analogowe 1V do 640V S Procedura wewnetrzna
jednofazowe 0,1Ado30A IWN-E-06
Mierniki mocy czynnej cyfrowe
jednofazowe 0,1 Wdo 10 kW 0,05 % Metoda posredniego

poréwnania
Moc AC
Mierniki mocy czynnej analogowe 50 Hz S Procedura wewnetrzna
jednofazowe 0,5V do 500V IWN-E-06
Mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe | 0,001 A do 120 A
Mierniki mocy czynnej analogowe cos @ =1 Metoda bezposredniego
trojfazowe 0,1 W do 10 kW (1-faz.) 0,05 % poréwnania
Mierniki mocy czynnej cyfrowe tréjfazowe 0,3 W do 30 kW (3-faz.) 0,05 %
Elektryczna symulacja wielkosci
Symulatory pH S Procedura wewnetrzna
-pH 0do 14 0,0002 IWN-F-02
- napigcie state -2000 mV do 2000 mV 25-105- U+ 0,01 mV
Metoda elektryczna
U — wielko$¢ mierzona (V)
Czas (przedziat czasu)
Mierniki parametrow sieci 20 ms do 430 ms 1,1ms S Procedura wewnetrzna
IWN-E-03
Metoda bezposrednia
Sekundomierze (stopery) elektroniczne Ohdo24h 0,02s+4,0-107- ¢ S Procedura wewnetrzna
IWN-T-02
7 - przedziat czasu
wyrazony w s Metoda bezposrednia
Sekundomierze elektroniczne sterowane 0s do 1000 s 2,4 ms S Procedura wewnetrzna
elektrycznie IWN-T-03
Metoda bezposrednia
Sekundomierze (stopery) mechaniczne Ohdo1h 0,1s+20-105- 7 S Procedura wewnetrzna
IWN-T-01
7 - przedziat czasu
wyrazony w s Metoda bezposrednia
Wilgotnos¢ wzgledna
Higrometry 15°C 0,012 - r + 0,8 %rh S Procedura wewnetrzna
Termohigrometry 38 %rh do 80 %rh IWN-C-02
20 °C r - warto$¢ zmierzona

27 %rh do 80 %rh
25°C do 50 °C
20 %rh do 80 %rh

wyrazona w %rh

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 089

Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla d zj| al Metoda pomiarowa
CMC i
Gestos¢ optyczna widmowego wspétczynnika przepuszczania
Spektrofotometry Filtry ciekte S,P Procedura wewnetrzna
diugosc fali: IWN-0-01
(350, 313, 257,235 ) nm
Podane wartosci sg wartosciami
nominalnymi.
PDC Blank
0,0366 0,004
0,0395
0,0439
0,0508
PDC 20 mg/l
0,2500 0,004
0,1375
0,3313
0,2998
PDC 40 mgl/l
0,4563 0,005
0,2303
0,6085
0,5378
PDC 60 mg/l
0,6745 0,006
0,3267
0,9024
0,7897
PDC 80 mgl/l
0,8874 0,007
0,4227
1,1926
1,0378
PDC 100 mg/I
1,1045 0,008
0,5191
1,4886
1,2890
zakres widmowy
400 nm 20 nm
00 do 80%0 0.5 0,004
0,5do 1,0 0,005
1,0 do 1,4 0,006
Widmowy wspoétczynnik przepuszczania
Spektrofotometry zakres widmowy S,P Procedura wewnetrzna
400 nm do 820 nm IWN-0-01
0,05 do 0,1 0,002
0,1do 0,3 0,003
0,3 do 0,6 0,005
0,6 do 1,0 0,006
Spektrofotometry S,P Procedura wewnetrzna
- dtugosé fali IWN-0-01
270 nm do 810 nm 0,2 nm
Zdolno$¢ pomiarowa
odnosi sig do
spektrofotometréw o
widmowej szerokosci
potéwkowej
szczeliny wyjsciowej
1nm

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Niepewnosé

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;(;ji;ce Metoda pomiarowa
CMC .
Cisnienie
Cisnieniomierze sprezynowe ci$nienie wzgledne — podci$nienie S Procedura wewnetrzna
Cisnieniomierze elektroniczne i nadcisnienie (gaz) IWN-P-01
-0,1 MPa do 0,06 MPa 4-10°% MPa
0,06 MPa do 0,15 MPa 0,1 % Metoda bezposredniego
0,15 MPa do 0,6 MPa 2-10% MPa poréwnania
0,6 MPa do 7 MPa 0,035 %
cisnienie wzgledne — nadcisnienie Procedura wewnetrzna
(ciecz) IWN-P-01
0,02 MPa do 0,6 MPa 2,5-10“MPa
0,6 MPa do 5 MPa 0,1 % Metoda bezposredniego
5 MPa do 70 MPa 0,035 % poréwnania
70 MPa do 100 MPa 0,05 %
Przetworniki ci$nienia cisnienie wzgledne — podcisnienie S Procedura wewnetrzna
i nadcisnienie (gaz IWN-P-01
-0,1 MPa(%o )0,06 MPa 4-10°MPa+0,1% fs
0,06 MPa do 0,15 MPa 0,1% +0,04 % fs Metoda bezposredniego
0,15 MPa do 0,6 MPa 2-10“MPa +0,01 % fs poréwnania
0,6 MPa do 7 MPa 0,035 % + 0,01 % fs
fs — zakres pomiarowy
przetwornika
ci$nienie wzgledne — nadcisnienie Procedura wewnetrzna
ciecz IWN-P-01
( )0,02 MPa do 0,6 MPa 2,510 MPa +0,04 % fs
0,6 MPa do 5 MPa 0,1% +0,04 % fs Metoda bezposredniego
5 MPa do 70 MPa 0,035 % + 0,04 % fs poréwnania
70 MPa do 100 MPa 0,05% +0,04 % fs
fs — zakres pomiarowy
przetwornika
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym S Procedura wewnetrzna

elektroniczne) do pomiaru temperatury
powietrza (wzorcowanie w komorze
klimatycznej)

0°Cdo50°C

0,25°C

IWN-C-02

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewno$cig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 089

Laboratorium Masy
plac Lotnikéw 4/5, 70-414 Szczecin

Niepewnos¢ Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla d zj| al Metoda pomiarowa
CMC )
Masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne elektroniczne do 200 g 7,5-105% S,P Procedura wewnetrzna
0,2 kg do 30 kg 2,4-10%% IWN-M-02
w oparciu o
EURAMET cg-18 v 4.0
Masa (odwazniki i wzorce masy)
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci F1 1mg; 2 mg; 5mg 0,006 mg S Procedura wewnetrzna
10 mg 0,008 mg IWN-M-01
20 mg 0,010 mg w oparciu o
50 mg 0,013 mg OIML R 111-1:2004
100 mg 0,015 mg Zatacznik C
200 mg 0,020 mg
500 mg 0,025 mg
19 0,03 mg
29 0,04 mg
5¢g 0,05 mg
109 0,06 mg
20g 0,08 mg
50g 0,10 mg
100 g 0,175 mg
200 g 0,3 mg
500 g 0,8 mg
1 kg 1,5mg
2kg 3mg
5kg 8 mg
10 kg 15 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci F2 1mg; 2 mg; 5 mg 0,020 mg S Procedura wewnetrzna
10 mg 0,025 mg IWN-M-01
20 mg 0,03 mg w oparciu o
50 mg 0,04 mg OIML R 111-1:2004
100 mg 0,05 mg Zatacznik C
200 mg 0,06 mg
500 mg 0,08 mg
19 0,170 mg
2g 0,13 mg
59 0,175 mg
1049 0,20 mg
20g 0,25 mg
50g 0,3 mg
100 g 0,5mg
200 g 1,0 mg
500 g 2,5mg
1 kg 5mg
2kg 10 mg
5kg 25mg
10 kg 50 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci M4 1 mg; 2 mg; 5 mg 0,06 mg S Procedura wewnetrzna
10 mg 0,08 mg IWN-M-01
20 mg 0,10 mg w oparciu o
50 mg 0,13 mg OIML R 111-1:2004
100 mg 0,15 mg Zatacznik C
200 mg 0,20 mg
500 mg 0,25 mg
19 0,3 mg
2g 0,4 mg
5¢g 0,5mg
109 0,6 mg
20g 0,8 mg
509 1,0 mg
100 g 1,5mg
200 g 3mg
500 g 8 mg
1 kg 15 mg
2kg 30 mg
5kg 80 mg
10 kg 150 mg

Wersja strony: A
Niepewnos¢é pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 089

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 089

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

— KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

~— ;
KATARZYNA WISNIEWSKA

dnia: 18.12.2025 r.
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